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W11a 単色偏光Ｘ線ビームラインの開発
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我々のグループでは、CCD (Tsunemi et al., NIMA, 321(1992),p.629) やガス比例計数管 (Hayashida et al.,
NIMA, 421(1999), p.85)を利用した新しいタイプのX線偏光検出器の開発を行っている。 偏光検出器の開発の
際に必須な偏光X線源として従来シンクロトロン光を使用していたが、我々は、実験室に装備されている対陰極
型Ｘ線発生装置からの連続Ｘ線が十分な偏光度を有している事を明らかにし、これが偏光X線源として活用でき
ることを示唆した (S.Tanaka et.al,Jpn.J.Appl.Phys.36(1997), p.5770)。さらに、対陰極型Ｘ線発生装置からのX
線を二結晶分光器に通すことにより、X線を単色化するばかりでなく、偏光度を増すことが期待できる。今回の
発表では、我々が開発した単色偏光X線ビームシステムの概要と、X線ビームの偏光度の実測結果について報告
する。

今回の実験では対陰極型Ｘ線発生装置のターゲットにはＭｏを使用し、二結晶分光器にはＳｉ結晶を用いた。
分光した単色Ｘ線をThomson散乱体に入射させ、その散乱光の強度分布をCdZnTe検出器によって測定しＸ線
ビームの偏光度を求めた。Ｘ線発生装置の管電圧は 20kVから 50kVまで 10kVごとに設定し、管電圧の 80％ (あ
るいは 70％, 90％) に相当するエネルギーの分光X線を取り出し、その偏光度を測った。結果として、例えば、
管電圧 20kVに設定した場合、16keVの分光Ｘ線の偏光度は 31％、18keVのそれは 47％、管電圧 50kVに設定
した場合、40keVの分光Ｘ線の偏光度は 20％、45keVのそれは 40％の偏光度といった値が得られた。 X線の
エネルギーが低い程結晶の反射角が 45度に近くなるため、π偏光σ偏光の反射率の差が大きくなり、二結晶分
光器による偏光度のゲインが増す。

以上まとめると、5～50keVのエネルギー範囲で、１秒間に 100～200カウント程度の強度で 40～50％の偏光
度を持つ (管電圧の 90％のエネルギーで分光した場合)、偏光Ｘ線検出器の開発を行うに十分なＸ線ビームライ
ンを確立する事ができた。


